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LSIテストシステムには、下記の通り有寿命部品が数多く搭載されていますので、是非とも交換を 
お勧めいたします。 

交換をお勧めする理由 

推奨交換周期 

 交換する部品は、弊社から購入した仕様に合った部品をご使用ください。 
 交換作業は、弊社にご依頼いただくようお願いいたします。 

有寿命部品交換のお勧め 

LSIテストシステムを構成している部品は、経年により劣化するものがあります。 
そのため、長期に渡り高信頼性を維持するためには、定期的な交換が必要です。 
製品は充分なディレーティング*1を考慮して設計されていますが、経年劣化は完全には回避できません。 
LSIテストシステムを長期間、安定に稼働させるためにも、是非とも定期的な交換をお願いします。 

*1：ディレーティング（Derating) 部品の最大定格に対してそれよりも低い値で使用し、部品の故障率を減らすこと。 

! ご注意 

部品によっては劣化した状態で長期間使用した場合、変形、液漏れ、発煙、焼損する恐れがあります
のでご注意お願いします。 

下表は各モデルの推奨交換周期になります。使用状況や周囲環境により、記載された交換周期より 
早期に交換が必要になる場合がありますので、あらかじめご了承お願いします。 

ユニット 部位 ST6730 
AL9740 

（TS6000H） 
TS6000 
TS6700 

TS900 
TS1000 

UPS 
バッテリー 2年 

冷却ファン 2年 

メインフレーム 
ネスト用冷却ファン 3年 
フレーム背面ファン 3年 

サブフレーム 
送風ブロア 20,000H 

フレーム背面ファン 3年 

テストヘッド 

ポゴピン 3年 

冷却ファン 3年 

カード用ソケットリレー 3年 

全般 

ヒューズ 3年 

電源ユニット 7～10年 *2 5年 

HDD 5年 *2 

部品 メリット 

ポゴピン・リレー 
接触不良によるフェイルを予防します。 
ボード装着時の確認時間の短縮や、稼働率の向上が見込まれます。 

ファン・ブロア 
回転不良により騒音や冷却不足が発生します。予防交換により熱故障を防ぐため、 
故障率の低減が見込まれます。 

バッテリー・HDD 
電源・ヒューズ 

予防交換により、不意なタイミングでのシステムダウンを防ぎます。 
特にHDD故障やUPSのバッテリーバックアップ不良の場合、HDD交換、再インストール 
となり復旧に多大に時間がかかります。 

予防交換のメリット 
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